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Sposób komparacji w testerze pakietów cyfrowych

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
sposób komparacji w testerze pakietdw cyfrowych,
który umożliwia kontrolę ich parametrów technicz¬
nych w czasie procesu produkcji, eksploatacji
i naprawy.

Stan techniki. Znany jest sposób badania elek¬
tronicznych układów cyfrowych z polskiego zgło¬
szenia opisu patentowego P-tl6-2 577 z dnia 16.05
1970 r., który polega ma porównywaniu działania
pakietu 'badanego z działaniem zestawu elementów
dyskretnych luib pojedynczych elektronicznych
układów cyfrowych połączonych w zestaw określo¬
ny jako wzorzec, następnie wyselekcjonowaniu
spośród, kilku badanych pakietów najlepszego
egzemplarza, działającego poprawnie i stosowania
go jako pakietu wzorcowego przy przeprowadzaniu
metodą porównawczą następnych badań. W ter.
sposób modelowanie wzorca jest pracochłonne i nie -
praktyczne.

Znany jest także sposób komparacji podany v/
opisie patentowym USA nr 36ll46i08, który jest re¬
alizowany w dwóch układach, przy czym jeden
służy do komparacji napięciowej, a drugi do kom¬
paracji logicznej. W rozwiązaniu tym jest szerego¬
we połączenie dwóch typów komparacji, które od¬
bywają się kolejno.

Natomiast sposób komparacji podany w rozwią¬
zaniu według wynalazku jest wykonywany tylko w
jednym układzie, który realizuje zarówno kom-
parację napięciową jak i logiczną, przy czym te
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dwa rodzaje komparacji odbywają się jednocze¬
śnie. Taikie rozwiązanie daje prostotę układu,
oszczędność elementów niezbędnych do jego reali¬
zacja, większą niezawodność i szybkość działania
co jest istotne przy testowaniu wieloseryjnym.

Istota wynalazku. Istota sposobu według wyna¬
lazku polega na podawaniu sygnału logicznego z
pakietu wzorcowego na wejście strobujące kom¬
paratora logiczno-napięciowego bezpośrednio i jed¬
nocześnie przez układ negacji oraz na porówny¬
waniu pod względem logicznym i napięciowym na
jednym komparatorze sygnału pochodzącego ze
źródła odniesienia z wartością logiczną i napię¬
ciową sygnału pochodzącego z pakietu badanego
i sygnału logicznego pochodzącego z pakietu wzor¬
cowego.

Zaletą rozwiązania jest prostota urządzenia ste¬
rującego polegająca na tym, że sygnał logiczny z
pakietu wzorcowego decyduje czy sygnał pocho¬
dzący z pakietu badanego posiada właściwą war¬
tość pod względem napięciowym i logicznym. Ze
względu na zastosowanie algorytmu sterowania nie
ma wątpliwości co do klasyfikacji wyników po¬
równania.

Objaśnienie rysunku. Urządzenie umożliwiające
realizację sposobu według wynalazku jest odtwo¬
rzone na rysunku, który przedstawia jego schemat
blokowy.

Przykład wykonania wynalazku. W skład urzą¬
dzenia do realizacji wynalazku wchodzi układ ste-
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rujący 1, generator sekwencji wejściowych dowol¬
nego kodu 2, matryca łączeniowa 3, pakiet wzor¬
cowy 4, pakiet badany 5, komparator logiczno-na-
pięciowy 6, układ identyfikacji i ekspozycji błę¬
dów 7, układ negacji Un, źródło odniesienia lo¬
gicznego „0" albo „1" Zr, wejścia strobujące Ws,
wejście dla sygnału z pakietu (badanego WePB
oraz wejście dla sygnału z pakietu wzorcowego
WePW.

iW skład przykładowego rozwiązania wchodzi
układ sterujący 1, którego zadaniem jest odbiera¬
nie od operatora rozkazów dotyczących rodzaju
pracy oraz informacji o włączeniu procesu testo¬
wania. Układ ten połączony jest z generatorem
sekwencji wejściowych 2 służącym do wytwarza¬
nia pełnych kombinacji sygnałów testujących. Ge¬
nerator 2 jest połączony bezpośrednio z matrycą
łączeniową 3, która służy do łączenia wejść i wyjść
pakietu wzorcowego 4 i badanego 5.

Wejścia i wyjścia pakietu wzorcowego i bada¬
nego są dołączone do komparatora logiczno-na-
pięciowego 6, który składa się z szeregu pojedyn¬
czych komparatorów, a ilość ich uzależniona jest
od ilości wejść i wyjść pakietu. Do komparato¬
rów tych są włączone dwa źródła odniesienia Zr,
przy czym jedno dla zera logicznego „0" a drugie
dla jedynki logicznej „1". Komparatory posiadają
wejścia strobujące Ws, przy czym do jednego z
wejść strobujących komparatora dołączony jest
układ negacji Un. Jednocześnie na wejście WePB
każdego pojedynczego komparatora podawany jest
sygnał z wyjścia, pakietu badanego w celu kom-
paracji oraz na wejście WePW sygnał z wyjścia
pakietu wzorcowego służący do strobowania kom¬
paratora.

Komparator logiczno-inapięciowy 6, jest połączo¬
ny z układem identyfikacji i ekspozycji błędów 7,
który służy do wyszukania błędu i jego wyświet¬
lenia oraz przerwania testowania poprzez układ
sterujący 1, z nim połączony.

Wytworzony sygnał startu w układzie sterują¬

cym 1, powoduje .ustawienie pakietu wzorcowego 4
i badanego 5 w stan wyjściowy polegający na
wyzerowaniu. Następnie zostaje uruchomiony ge¬
nerator sekwencji wyjściowych 2, który zadaje sta-

5 ny logiczne na pakiet wzorcowy 4 i badany 5.
Sygnały otrzymane, z pakietu wzorcowego 4 stro-
ibują odpowiednie komparatory dla porównania
sygnałów z pakietu badanego pod względem lo¬
gicznym i napięciowym. Jednocześnie na wejście
WePB każdego pojedynczego komparatora poda¬
wany jest sygnał z wejścia albo wyjścia pakietu
badanego w celu komparacji oraz na wejście
WePW tych komparatorów .podawany jest sygnał
z wejścia albo wyjścia pakietu wzorcowego do
strobowania komparatorem.

W przypadku niezgodności logicznej lub napię¬
ciowej następuje deszyfracja numeru punktu nie¬
zgodnego i wyświetlenie wyniku na dowolnym
wskaźniku cyfrowym oraz przerwania procesu te¬
stowania. Natomiast w przypadku dojścia pełnej
kombinacji sekwencji wejściowych do końca testu
bez wykrycia błędu zapali się wskaźnik świetlny
„dobrze" i zostaje zatrzymana praca urządzenia.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób komparacji w testerze pakietów cyfro¬
wych, polegający na .porównywaniu wartości lo¬
gicznej i poziomu napięcia sygnałów pakietu ba¬
danego z pakietem wzorcowym, znamienny tym, że
sygnał logiczny z pakietu wzorcowego (4) podaje
się na wejścia strobujące (Ws) komparatora logicz-
no-napięciowego <6) bezpośrednio i jednocześnie
przez układ negacji (Un) oraz porównuje się, pod
względem logicznym i napięciowym na jednym
komparatorze, sygnał pochodzący ze źródła odnie¬
sienia (Zr) z wartością logiczną i napięciową sy¬
gnału pochodzącego z pakietu badanego <5) i sy¬
gnału logicznego pochodzącego z pakietu wzorco¬
wego (4).
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